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Enguéte sur le parc des microscopes électronigues & balayage
et des appareils associés

En févmier 2000, 1o Grouperaent N8 'Ticroscopie Electronigue i Balawage et Microanalwses" de
I'&ssociation Hationale de la Recherche Technigue (ANET) lanzait une encuéte de ce type dans le but de
recenser tous les appareils de microscopie et technisues associées.

Les résultats de cette enguéte, gue chacun d’entre nous peut encore woir sur le site web du GH-MWEBL
(httpefhanarer on-teba.org), avaient en particulier montré que les canons & électrons de 6% %% des WEB
utiliséz étaient 4 filament de tungsténe, 19 % 4 effet de charp (dont erviron roitié 4 effet Schotthy et
moitié & cathode froide) et 13 % & pointe LaBé.

On’en est-11 9 ans plus tard ?

Il nous a serablé intéressant de réitérer le travail réalisé alors par Jean-Louis Pouchon (Onera), afin
drapprécier évolution du pare de nos appareillages.

Mous wons dermandons de consacrer gquelgues nstants & reropliv une fiche par apparedl concerné par les
techricues de notre grouperment (en dupliquant la "fiche” autant de fols que nécessaire) © mictoscope
balavrage, microscope & double faiscean, microsonds, et microscope & transtuission dans le cas 01 celui-ci
est équipe d'une diode EDS. Vous indiquerez sur cette fiche toutes les technigques corplémentaires et
appareils associés.

Ilerci & tous de bien vouloir renvoyer ce questionnaire complé#, par comrier électrorigue ou postal 4

Ilonigue REPOTE

CEMEF

Ecole des Ivlines f ParisTech

BF 207

06 904 Sophia-Antipolis Cedex
Toonige e powa@ mines-patistech fr

Vos réponses resteront totalerent corfidentielles. I1 en sera présenté un traiternent statistigue global qui
sera Tis en ligne sur notre site web.

Ilerci d'avvance pour votre participation,
Le Consedl du GHN-MEBA

P35, Vous ponrvez diffuser ce forraulaire anx personmes de votre extourage travaillant sur ces technicues,
gu'elles soient raerabre ou non merabre du GH-IWEB&A.
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GHMEBA - SFF—33n1e Crondlebabe — 75013 PARIS
TEL:33 (00 44 0567 10 Fur: 33 (00144 (5 67 19 Wi htprhmmr grmesbasrg SIRET 442011 854 00019
Errezistre autire de 1a formatiorpermarerd e sonx le muméto 11 75 40339 75, cet ermegictremerd vewad pas serimerd de 1B

Enquéte 2009 sur le parc des microscopes électroniques
a balayage et les techniques associées

Date de la réponze : Fiche n® .... /...

Laboratore @ universitaire, public, industriel (1)

Mam et adresse

escription de Fappareillage :
i} pt kel 11

Type MEB. FIB, Microsonde, MET (si avec EDS) (1)

Marque

Modéle

Canon W, LaB$, FEG cathode froide, FEG Schottky (1)

Date d'achat |

(1) raver les mentions inuties
(20 pour un achat d'ocoasion, préciser ep plus Fannée de fapparell - exemple | 2006 (1999)

Mode d'utilisation de Pappareillage : (rdguer approsimativement les pourcentages dutiization)

par le ou les responsable(s)

en libre service

autre (préciser)

Le{s} responsable{s) technique de Mappareillage :

NOM, Prénom Email Fonction ou Activité principale

Microanalyses, techniques associées et accessoies duMEB (ou FIB, ou microsonde, ouMET) @
(détecteurs électrons rétrodiffuzés, détecteurs “in-lens", courant d'échartillon, EDS ,wWDS, EBSD, EBIC,
cathodoluminescence, plating froide, plating de traction, systéme anti-cortamination, ...

Afouter autant de lignes que nécessaire (3)

Désignation Marque, modéle et /ou spécificité Année d’achat (2)




L

NOUVELLE ENQUETE sur le parc des microscopes électroniques a balayage et des
appareils associés

En février 2000, le Groupement N°8 "Microscopie Electronique a Batge et
Microanalyses" de I'Association Nationale de laligche Technique (ANRT)
lancait une enquéte de ce type dans le but deseceus les appareils de
microscopie et techniques associées.

Lesrésultats de cette enqu@eaient en particulier montré que les canons a

électrons d&68 % des MEB utilisés étaient a filament de tunusée

19 % a effet de champ (moitié a effet Schottky eitid a cathode froide)
et13 % a pointe LaB6.

Qu'en est-il 9 ans plus tard ?




Enquéte sur le parc MEB et Microsondes Electroniques

Les appareils recenseés

* microscopes a balayage,
e microsondes,
e microscopes a transmission équipeés d'une diode EDS,

« MEB a double faisceau (électrons + ions) : FIB dual beam



90 laboratoires ont repondu a I'enquéte
(dont 59 labos publics) :




90 laboratoires ont repondu a I'enquéte
(dont 59 labos publics) :

e 131 MEB 180 appareils soit, en moyenne:

e 22 microsondes 2.00 appareils par labo
2.08 dans les labos publics

« 18 MET avec EDS ou EELS 1.84 dans les labos industriels
e 9 FIB dual beam

L’enquéte faite en 2000 avait recense :

e 125 MEB
e 33 microsondes
e 17 MET avec EDS



90 laboratoires ont repondu a I'enquéte
(dont 59 labos publics) :

¢ 131 MEB -ceeevererrreereceennn, 11 ans
. Age moyen
e 22 microsondes - 15 ans -
¢ 18 MET -reveeemrrmmmreennneenas 14 ans appareils
* 9 FIB dual beam - 4 ans
en 2000 :
e 125MEB .................... 9 ans
e 33 microsondes ...... .. 13 ans

17 MET avec EDS ...... ?



90 laboratoires ont repondu a I'enquéte
(dont 59 labos publics) :

e 131 MEB - cevvrrrereeeene 5200 ....... 700 .. 11%......... 30%
e 22 microsondes e 8690 ....... 1000 weeereerrcmereerrnerenenn, 504
............................... 2204
........................................................................... 100%

FEG FEG

cath. Schottky
froide




Statistiques sur les MEB, année d’acquisition :
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enquéte
age moyen ............ : 11 ans (131 MEB) 2000
W . :13ans (68 MEB) 52 % (68%)
eLaB6 .................. ‘11ans (10MEB) 7% (13%)
 FEG cath. froide .. :12ans (14 MEB) 11% (10%)
 FEG Schottky ..... 6ans (39MEB) 30% ( 9%)



Statistiques sur les MEB, année d’acquisition :
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eLaB6 .................. *1lans (I0MEB) 7% (13%)
 FEG cath. froide .. :12ans (14 MEB) 11% (10%)
 FEG Schottky ..... 6ans (39MEB) 30% ( 9%)




Statistiques sur les MEB, année d’acquisition :
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enquéte
age moyen ............ ;11 ans (131 MEB) 2000
W ., :13ans (68 MEB) 52 % (68%)
eLaB6 .................. ‘11ans (10MEB) 7% (13%)
 FEG cath. froide .. :12ans (14 MEB) 11% (10%)
 FEG Schottky ..... . 6ans (B9MEB) 30% ( 9%)




Statistiques sur les MEB, année d’acquisition :
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enquéte
age moyen ............ : 11 ans (131 MEB) 2000
W ... :13ans (68 MEB) 52 % (68%)
eLaB6 .................. ‘11ans (10MEB) 7% (13%)
 FEG cath. froide .. :12ans (14 MEB) 11% (10%)
 FEG Schottky ..... . 6ans (B9MEB) 30% ( 9%)




Statistiques sur les MEB, année d’acquisition :

6
5 canons FEG Schottky
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enquéte
age moyen ............ : 11 ans (131 MEB) 2000
W . :13ans (68 MEB) 52 % (68%)
eLaB6 .................. ‘11ans (10MEB) 7% (13%)
 FEG cath. froide .. :12ans (14 MEB) 11% (10%)
 FEG Schottky ..... . 6ans (B9MEB) 30% ( 9%)




Statistiques sur les 131 MEB recenseés
(ne représente gqu’une fraction minoritaire des MEB présents en France)

en 2000
W
O LaB6
O FEG froid
Il Schottky
125 MEB
en 2009
oW
O LaB6
O FEG froid
Il Schottky




Statistiques restreintes aux MEB achetés entre ....
(ne représente gqu’une fraction minoritaire des MEB présents en France)

entre 1995
et 2000

38 MEB

entre 2000
et 2005

évolution des
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Statistiques sur les systemes EDS
(ne représente gu’une fraction minoritaire des EDS présents en France)

age moyen des appareils et des EDS

« 131 MEB 11 ans [ ans (89% des appareils équipés)
e 22 microsondes 15 ans 7 ans (23% des appareils équipés)
« 18 MET avec EDS 14 ans / ans (100% des appareils équipés)
* 9 FIB dual beam 4 ans 3 ans (33% des appareils équipés)
EDS - 2009
m Si(Li)

Type de détecteur
sur les EDS / MEB

W SDD
OGe

g

@ pas d'EDS




Statistiques sur les systemes EDS
(ne représente qu’une fraction minoritaire des EDS présents en France)
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10 EDS sur les MEB
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70% des analyseurs sont acquis la méme année que le MEB (38% en 2000)



Statistiques sur les 131 MEB recensés :
(ne représente gqu’une fraction minoritaire des MEB présents en France)

en 2009 | en 2000

pression controlée 33% 14%
systeme décontamination 6%

BSE 68% 75%
EBSD 15% 7%
WDS 4% 7%
cathodo / EBIC 5% 8%
essais in situ 13% 10%
platines froides 17%

platines chauffantes 7% %
appareils en libre service 23% 26%
nbre tres réduit d'utilisateurs 56% 60%




